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(1) 試料について

一粒性()面 から調べ られた物質 怒,大 きく分類 す ると表 1e)ようになる｡ 金属

一半金属 ･半導体系が圧鮒的匠多いことに留意されたいO これは,e)で述 べるこJ･､J

装置 に よb単 に急冷 するだ万 で,いかなる物質 も血 or蕪 ousになる中性でな

く,CこO,he去,Tilrnbull,PotDuwez,Mader 等 の半経験的条件に制約 される

からである｡ こe)半金属 ･半導体は ,金属の結晶化 を防 ぐ換e)役を しているも(

CL)と考えられ ようO無論測定結果 を解析する上で,単元系が便利であるが,現

在 V)ところ,遷 移金嵐 では ,Niを除 いて知 られ ていない｡

臣) 試料作成装置について

麓性 捧eJ多 くは,遷移金属 を含む合金 であるから, 105 deg/SeC以上の急

冷速度に よ9.溶融 した液 体合金 を瞬間的に凍結 し.不規則性を固定す る必要

が あるo こV)方法を表 2にまとめてお くo 主 として,低温蒸着法 とP.ist?n

andAnvil法が頻 用されている占'実験能率 ｡定量的解析上 ,試料vj ｢再現性｣

と ｢均一性｣が葵求 され るが ,特にp-A法 を用いた場 合 ,tryanderroT的

要素 が大 きく,再現性は数劃程度 である｡ 急冷速度 を大 きくするためには,忠

冷時間 を短 か くす ることaJ他に ,温度差や 増加させれば よいO しか し,溶融温

度 を高 くすると,合金の成分比 が不安定 となD,冷却温度 を低 くす ると,熱伝

導度 U)伊少,装置e)煩雑化 を きた し,いずれ もあるところで限界になるもvJと

思われ るo

(5) 試料の不規則性の判定について

作成 した試料の不規則は綿密にチェック しなければ ならない.判定方法は ,

X線 ･電子線回折_,電顕 ,熟身析 ,電気抵抗等a)測定 によD,行 われるが,不

規則性は不可逆的に変化するから,判定時a)温度 ･経過時間 に注意する必要が0
あ る｡現在 ,数十A以上で不規則性が保たれていることはわかっているが,こ

れ以 下でどうなってい るか微妙 である.従って, short range order の物
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. 実験試料作威上の問題点

理畳 を扱 うむには .注意せ ねば ならない.

い ずれにせ よ,物質の急冷速度 と不規則性が ,結果論的忙 しかわか らぬ以上

い くつ も試料を作 D,最良む もりを選 びだすよb他 に事はないよう である.

表 1.

1 2 5

Metal 輿lI.I.L Co-AuFe-AuC′u-Ag

Metal-Semi'?.七ltlh=..dutrl;t.:ij-tl iJlf'-ー Fe(0,Si,Ge)Co-P Cr｢Pd｢Si

Ni-P(?)Ag<C,Pd-SiNi-Pd-Si, Ni-Pd-P,Ni十Pd-BCu-Pd-Si

l′
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表 2.

SAMPLE PREPARATION
＼

Vacclm evaporation (cold substrate)

Electrolessdeposition

Electro-deposition

Splatcooling

Gun

fJiston-andAnvil

Plasma jet

Cold roll'er

Electro-di'scharglng

表 ′i5.

Requirements forGlassFormation

l) M.H･Cohen andD.rurnbull

kTm

m llvIi

Tm :reducedmelting temperature

Tm : thermodynamic crystallizatiol一

hv :rnoleclllar heatofvaporization

2) S.Ma°er,andA.ls.Nowick

5) PoIDuwez

4) D.R.Harbur,J.W･Anderson andW.J.Maraman

AH:heatof solidification

dTAH 1■一一一一=- ●■.一･■-
dtCp ts

Cp:specificheat

ts: isothermaldelay for

solidificatio孤
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